[bookmark: _GoBack]【电路设计】+ 板载RAM测试板（TMS32F2812+TPS767D301+MAX3491)
我们在项目测试用需要设计一款针对目标板载RAM的测试模块，因为目标板上用的是C6000系列的DSP芯片，同时外围芯片也都是高速运行。因此我们用TMS32F2812设计了相应的测试模块。来验证目标的工作情况是否达标。
原理图如下：
[image: 1.GIF]
主MCU芯片TMS32F2812：
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JTAG 接口：
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RESET 电路：
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CAN总线接口：
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EEPROM电路：
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驱动部分：
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Flash和RAM芯片：
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电源部分：
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RS232和RS22接口部分；
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PCBlayout
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PCB 光板：
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PCB成品：
[image: 13.GIF]
image6.gif




image7.gif
+3.3V1

Jpdrs2
ROK
ull
PWM6 2 8 PWO6
PWMS 3 VEEA PWOS
PWMd £ 3 PWOL
PWM3 5 PWO3
PWM2 & 4 PWO2
PWMI 3 WOl
PWMT AR RE
PWME  © 1 DE
+3.3v1|—o—1:2(1)
RIRIRIR36
gIIRDROK.
74245

GND +33V1




image8.gif




image9.gif
Jroxo

besv D sy o aaw

"
et o :

Biar ey Tm‘urrn i

pami LA |

vopiit.

e T
ToorTow

T





image10.gif




image11.gif




image12.gif




image13.gif




image1.gif




image2.gif




image3.gif




image4.gif
+33V1

VDDAI

XCLKOUT

TPS3307





image5.gif
Pl

; ulo ; -

Z (B e~

g ; +5V can
82250

GND




